
顕微 PLマッピング測定による極性/半極性 

InGaN/GaN量子井戸におけるピーク波長とピーク強度の相関 

Correlation between Peak Wavelength and Peak Intensity 

 in Polar/Semi-polar InGaN/GaN Quantum Wells 

 by Micro PL Mapping Measurements 

阪府大院工 1，山口大院創成 2  ○(M1)河合 奏太 1，(M2)池田 健人１， 

松山 哲也 1，和田 健司 1，岡田 成仁 2，只友 一行 2，岡本 晃一 1 

Osaka Pref. Univ. 1, Yamaguchi Univ. 2, ○K. Kawai1, K. Ikeda1, 

T. Matsuyama1, K. Wada1, N. Okada2, K. Tadatomo2 and K. Okamoto1 

E-mail: kawai0620@pe.osakafu-u.ac.jp 

1.はじめに 

InGaN/GaN 量子井戸の緑色発光は量子閉じ

込めシュタルク効果(QCSE)により効率が著し

く低下するが， GaN の半極性面上に成長させ

ることでこの効果を低減できる．我々は Agお

よび Al 薄膜を用いた表面プラズモン(SP)共鳴

による発光増強に取り組んでいるが，この効果

は半極性 InGaN/GaN においても有効であるこ

とを示してきた [1]．今回は，顕微 PL マッピ

ング測定によるピーク波長とピーク強度の相

関関係を詳細に調べ，その発光機構を考察した． 

2.実験方法 

半極性面試料にはこれまで同様{112̅2}面方

向に結晶成長させた GaN テンプレートを用い

た[1]．真空抵抗加熱蒸着によって Agあるいは

Alを 50 nm試料表面に堆積させた．顕微 PL マ

ッピング測定は，励起光源として水銀ランプを

備えた落射蛍光顕微鏡に 100 倍の対物レンズ

を用いて，CCD カメラと分光器で検出した． 

3.結果と考察 

 極性 InGaN/GaNと，Al被覆した半極性試料

の顕微 PL スペクトルのピーク強度と波長の

マッピング測定結果を Fig. 1に示した．極性試

料ではこれまでの報告[2]と同様に，ピーク強

度が強い領域ではピーク波長が短波長になる

という負の相関が見られた．これは In 組成が

高い領域では QCSE がより顕著であることと，

より非輻射再結合中心が多いことによると考

えられる．一方，半極性試料では， Al被覆の

有無によらず同様の傾向を示しており，空間分

布がより細かくなりピーク波長とピーク強度

の相関が明確ではなくなっている．これは半極

性試料においては QCSE の効果が緩和されて

いることに加え，In組成揺らぎの空間分布がよ

り細かくなっていることを示している．当日は

Ag および Al 被膜の有無による詳細なマッピ

ングの比較を行い，発光増強機構についてさら

に詳しく議論する．  

[1] 亀谷純，河合奏太，池田健人，松山哲也 

和田健司，岡田成仁，只友一行，岡本晃一，レ

ーザー学会第 549回研究会，RTM-20-24 (2020). 

[2] K. Tateishi1, P. Wang, S. Ryuzaki,  M. Funato, 

Y. Kawakami., K. Okamoto, K. Tamada, Appl. Phys. 

Lett. 111, 172105 (2017). 

Fig. 1 Micro PL mapping for green emissions from 
polar InGaN/GaN (upper) and semi-polar 

InGaN/GaN with Al coating (bottom). 
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